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Стандартный образец параметров кристаллической структуры представляет со-
бой микрокристаллический порошок из поликристаллов диоксида церия (CeO2) 
и предназначен для оценки разрешающей способности и уточнения длинны вол-
ны нейтронографических установок ИФМ УрО РАН. Сертифицированные (атте-
стованные) значения параметров кристаллической структуры CeO2 при комнат-
ной температуре были определены методом рентгеноструктурного анализа с 
применением дифрактометра высокого разрешения фирмы Bruker. Рентгено-
грамма CeO2 (см. рисунок) получена, в геометрии по Брэггу – Брентано (в ин-
тервале углов 2Θ от 10 °до 140 ° и шагом 0,03 °, использовалось монохромати-
ческое Cu Kα излучение длиной волны λKα1 = 1,540593 Å и λKα2 = 1,544427 Å. 
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Пространственная группа, Fd-3m 

a = 5.41291(5) A

V =  158.596(2) A3

4a, Ce4+: (0, 0, 0)

8c, O2-: (1/4, 1/4, 1/4)
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Рентгенограмма CeO2 (слева), модель структуры (справа) 

 
Кристаллическая структура CeO2 описывается в рамках гранецентрированной 

кубической пространственной группой Fm-3m, ионы Ce4+ занимают позицию 4a 
с координатами: (0, 0, 0); ионы O2− – 8c: (1/4, 1/4, 1/4); размеры элементарной 
ячейки a = (5,41291 ± 0,00005) Å; длины связей d(Ce-O) = (2,3439 ± 0,0005) Å; 
объем V = (158,596 ± 0,002) Å3. Уточненный параметр кристаллической структу-
ры согласуется с параметром CeO2 стандартного образца Национального инсти-
тут стандартов и технологий a = (5,415260 ± 0,0000003) Å [1], с точностью менее 
Δa = 0,04 Å. 
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Результаты исследований выполнены в рамках государственного задания 
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